- Présenter les principes fondamentaux des microscopies a
champ proche,

- Connaitre les bases a I'utilisation maftrisée de I'AFM et
acquérir des images dans de bonne conditions,

- Savoir monter une pointe, identifier et décrire les
différentes parties d'un AFM, faire le bon choix de réglages
d'enregistrement, étudier et analyser des différents types
de matériaux.

Ingénieurs, techniciens supérieurs, enseignants,
chercheurs sans expérience dans la chimie, biologie, micro
et nanotechnologie et les doctorants
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La microscopie a force atomique (AFM) est une technique
expérimentale de pointe de plus en plus utilisée en
recherche pour caractériser les propriétés de matériaux,
des films minces et des surfaces a des échelles allant du
micrometre au nanometre.

Cette technique offre la possibilité de travailler en
conditions contrélées : température, humidité, liquide,
etc.. ce qui permet de caractériser les propriétés
morphologiques, mécaniques, électriques, magnétiques,...
de nombreux systemes dans des conditions tres variées.
Les potentialités de cette technique sont donc
grandissantes dans les domaines de la physique, chimie,
biologie, micro et nanotechnologie.

La formation propose une alternance
théoriques et pratiques.

d'éléments

Partie théorique :

- Introduction a la microscopie a force atomique

- Détails des différents modes d’imagerie accessibles

- Modes de fonctionnement et leurs applications

- Mesures des interactions pointe surface, d’adhésion, de
friction

- Applications sur différents types de surface et apport de
I'imagerie haute résolution

Partie pratique :

- Description des équipements

- Changements de pointe

- Choix des conditions d'analyses

- Engagement de la pointe et enregistrement d'images
- Initiation aux traitements des données

- Modification de surfaces



